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Treiberschaltung mit eins tellbarer Impedanz 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Testgerat zur Erzeu- 
gung vcn Testsignalen fur die Anregung einer zu testenden 
Anordnung . 

In in einer automatischen Testanlage verwendeten Treiber- 
schaltungen ist es oft vorteilhaft, zur Bildung der Trei- 
ber, die zur Erzeugung der fur die Anregung einer zu te- 
stenden Anordnung verwendeten Testsignalimpulse erforder- 
lich sind. integrierte CMOS-Schaltkreise zu verwenden, well 
solche Schaltkreise relativ billig und kompakt aufgebaut 
sind. Die zu testende Anordnung ist gewohnlich iiber eine 
Ubertragungsleitung mit fester Impedanz mit dem Treiber- 
ausgang verbunden. Urn die gewunschte Form der Testimpulse 
zu erhalten. ist es daher notig, die Ausgangsimpedanz der 
Treiberschaltung an die Impedanz der Ubertragungsleitung 
anzupassen . 

Ein Problem bei derartigen Treibern besteht j edoch "darin , 
daft sich die Impedanzen derartiger Treiber aufgrund von 
Funktionsanderungen in den CMOS-Schaltkreisen betrachtlich 
andern konnen. Es 1st nicht ungewohnlich . daS die Impe- 
danzen gleichartiger durch den gleichen Herstellungsprozefi 
hergestellter CMOS-Schaltkreise urn bis zu 100 % variieren. 
In einem Testgerat mit CMOS-Obertragungsgattern als Aus- 
gangstreibern ist daher eine Mafcnahme erf orderlich . die Im- 
pedanz der Treiber an die mit der zu testenden Anordnung zu 
verbindenden Ubertragungsleitung anzupassen. 
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Aus der US-A-3 646 329 ist eine adaptive Logikschaltung be- 
kannt, welche eine Auswahl von in ihr enthaltenen Wich- 
tungskonstanten ermoglicht. Die Logikscftaltung umfaSt einen 
Spannungsteiler mit einer Vielzahl von Parallelwiderstanden 
sowie einem dazu in Serie geschalteten gemeinsamen Wider- 
stand. Der Spannungsteiler ergibt Wichtungskons tanten , von 
denen eine durch Einspeisung von Ausgangssignalen entspre- 
chender Stufen eines Schieberegisters in zwischen den ent- 
sprechenden Widerstanden und dem gemeinsamen Widerstand 
liegende Gatter auszuwahlen ist. Die Ausgangsimpedanz ist 
durch die Widerstande des Spannungsteilers festgelegt. 

Aus der DE-A-32 44 843 ist eine einstellbare Last fur Test- 
spannungsqueilen bekannt. Die Last umfaSt eine Vielzahl von 
zum Ausgang der Spannungsquelle parallel zu schaltenden 
Lastwiderstanden . Die Lastwiderstande sind so dimensio- 
niert, daft sie bei Einschaltimg jeweils einen vorgegebenen 
Strom aus einem Satz. von binar gestuften Stromen fuhren. 

Der Erfindung liegt die prinzipielle Aufgabe zugrunde , ein 
Testgerat mit einem kompakten billigen Treiber anzugeben, 
der die Impedanz einer Obertr agungsleitung Oder einer ande- 
ren Verbindungsanordnung an eine zu testende Impedanz an- 
pa£t . 

Die Erfindung basiert auf einem Testgerat mit einer Trei- 
ber schaltung , die in Abhangigkeit von einem Betatigungssig- 
nal ein Testsignal erzeugt, und mit einer mit der Treiber- 
schaltung verbundenen Ober tragungsleitung zur Kopplung des 
Testsignals auf eine zu testende Anordnung und -ist dadurch 
gekennzeichnet , dalS die Treiber schaltung ein Treibernetz- 
werk mit eins tellbarer Impedanz und mit folgenden Komponen- 
ten ist: 



eine Spannungsquelle , 
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eine vielzahl von zwischen der Spannungsquelle und der 
Obertragungsleitung parallelgeschalteten Obertragungsgat- 
tem. die Jewells eine vorgegebene Nenn-Impedanz » 
geschalteten Zustand und eine im wesentlichen unendlich 
groKe impedanz im ausgeschalceten Zustand bes!tzen. und 

eine an Jewells eine sreuereleKrrode der Obertragungs- 
gatter angeKoppelte und sowobl von, Betatigungssignai und 
einem vorgegebenen Digitalcode angesteuerte Logz>cschaltung 
zur gleichzeitigen Einschaltung mehrerer Obertragungsgat- 
ter. wobei der Digitalcode so festgelegt ist. da* er exne 
an die Impedanz der Obertragungsleitung angepaSte Impedanz 
der Spannungsquelle erzeugt. ' 

Die Erfindung ermoglicht also die Anpassung der Impedanz 
des Treibernetzwerkes an die Impedanz einer Obertragungs- 
leitung oder einer anderen Verbindungsanordnung zwischen 
einem Testgerat und der zu testenden Anordnung. Da die 
Ubertragungsgatter parallelgeschaltet sind und durch 
Steuersignale gema* dem vorgegebenen Digitalcode selektiv 
betatigt werden konnen, konnen ausgewahlte Gatter aus- oder 
eingeschaltet werden, urn eine gewunschte Gesamtimpedanz fur 
das Netzwerk zu realisieren. 

Die Gatter Konnen Ubertragungsgatter unter Verwendung eines 
Paars von CMOS-Feldef f ekttransistoren mit einem N-Kanalele- 
ment und einem P-Kanalelement in Parallelschaltung sem. 
Die Gatter besitzen jeweils eine vorgegebene Nenn-Impedanz 
und in einem Binar sinn so aufeinander bezogen sein. daS fur 
jede gegebene Vielzahl von parallelgeschalteten Gattern dxe 
impedanz R. 2R. ... 2*R sein kann. Die Ubertragungsgatter 
konnen jeweils durch eine mit einer Logikschaltung veroun- 
dene Steuerleitung gesteuert werden, wobei die Logikschal- 
tung selektiv eines oder mehrere Gatter parallel betat.gu. 
Durch Einschaltung bestimmter Gatter und Abschaltung anoe- 
rer Gatter kann die Impedanz des eine spannungsquelle mit 
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einer Obertragungsleitiing koppelnden Netzwerkes gesteuert 
werden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Figuren der 
Zeichnung naher erlautert. Es zeigt:* 

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines erfindungsgemaSen Trei- 
bernetzwerkes mit variabler Impedanz , 

Fig. 2 ein Schaltbild eines Ubertragungsgatters von 
mehreren Ubertragungsgattern nach Fig. 1. 

Ein Treibernetzwerk 10 umfaftt eine Vielzahl von CMOS-Ober- 
tragungsgattern 12, 14, 16, 18, 20 und 22. Aus Fig. 2, 
welche das Ubertragungsgatter 12 zeigt, ist ersichtlich , 
da£ die Gatter .12, 14, 16, 18, 20 und 22 einen mit einem N- 
Kanaltransistor parallelgeschalteten P-Kanaltransistor um- 
fassen. Beide Transistoren besitzen daher eine gemeinsame 
Source 24 und eine gemeinsame Drain 26. Das Gate des P- 
Kanaltransistors 28 ist iiber einen invertierenden Vers'tar- 
ker 52 mit einer Steuerleitung 30 verbunden. Die Obertra- 
gungsgatter 12, 14, 16, 18, 20 und 22 werden jeweils durch 
eine Steuerleitung 30, 34, 36, 38, 40 bzw. 42 gesteuert. 
Der Zustand der Steuer leitungen 30, 34, 36, 38, 40 und 42 
wird durch codierte Eingangsleitungen CI, C2, C3, C4, C5 
und C6 in Verbindung mit Leitungen Al und A2 gesteuert, 
welche den Zustand des Treibers 10 steuern, d.h. sie 
steuern, ob er sich in einem Zustand mit hohem ode? niedri- 
• gem logischen Pegel befindet. 

Der Ausgang des Treibers 10 ist mit einer Uber tragungslei- 
tung 44 verbunden, welche ihrerseits mit einer zu testenden 
Anordr.ung 46 verbunden ist. Durch Steuerung ver schiedener 
Gatter, bei spieisweise der Ubertragungsgatter 12, 14 und 15 
auf einen hohen logischen Pegel kann die Ausgangs impedanz 
der Treiber schaitung 10 gewahit werden. Dies ergibt sich 
daraus, da£ die Obertragungsgatter 12, 14 und 16 im einge- 
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schalteten Zustand eine vorgegebene Nenn-Impedanz und im 
ausgeschalteten Zustand eine nahezu unendlich groSe Impe- 
danz besitzen. Durch selektives Bin- und Ausschalten be- 
stimmter Obertragungsgatter kann daher die nach dem Ohm- 
schen Gesetz zu berechnende Gesamtimpedanz eingestellt 



werden. 



Eine feinere Einstellung 1st realisierbar . wenn die Exnzel- 
impedanzen der Obertragungsgatter im » eingeschalte ten" Zu- 
stand binar aufeinander bezogen sind. Das bedeutet. daS das 
Gatter 14 einen Widerstand 2R und das Gatter 16 einen 
Widerstand 4R besitzt. wenn das Gatter 12 einen Widerstand 
R besitzt. Fur den hohen bzw. logischen Pegel konnen mehr 
als drei Gatter vorhanden sein; in einem solchen Fall sind 

^« ^ o op 2 n R Damit steuert 

die Werte der Widerstande R, 2R ^ 

also die nocnpegelige steuerleitung Al oder die niederpege- 
lige Steuerleitung A2 . ob sich der Treiber auf einem hohen 
Oder einem tiefen logischen Pegel befindet; Kombinationen 

v.-; c r-i fuT den hohen Spannungspegel 
der Steuerleitungen CI bis C3 fur aen 

sowie C4 bis C6 fur den tiefen Spannungspegel steuern dxe 
Ausgangsimpedanz des Treibers 10 in Abhangigkeit von emem 
digitalen Code, welcher selektiv verschiedene Gatter aer 
Obertragungsgatter 12, 14. 16. 18. 20 und 22 freigibt. 

Die in der vorstehenden Beschreibung verwendeten Ausdrucke 
und Begriffe sind lediglich beschreibend nicht aber be- 
schrankend zu verstehen. Die Verwendung derartiger Aus- 
drucke und Begriffe schlieGt Aquivalente von dargestellten 
und beschriebenen Merkmalen oder Teilen davon nicht aus . 
Der Erfindungsgedanke ist lediglich durch die folgenden 
Anspriiche definiert und begrenzt. 
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Anspruche 

1. Testgerat mit 

einer Treiberschaltung (12 bis 22), die in Abhangig- 
keit von einem Betatigungssignal (Al, A2) ein Testsig- 
nal erzeugt, und mit einer mit der Treiberschaltung 
(12 bis 22) verbundenen Ubertragungsleitung (44) zur 
Kopplung des Testsignals auf eine zu testende Anord- 
nung , 

dadurch gekennzeichnet, da£ 

die Treiberschaltung (12 bis 22) ein Treibernetzwerk 
mit einstellbarer Impedanz und mit folgenden Komponen- 
ten ist: 

eine Spannungsquelle , 

eine Vielzahl von zwischen der Spannungsquelle und der 
Ubertragungsleitung (44) parallelgeschalteten Ubertra- 
gungsgattern (12 bis 22), die jeweils eine vorgegebene 
Nenn-Impedanz im eingeschal teten Zustand und eine im 
wesentlichen unendlich gro£e Impedanz im ausgeschal te- 
ten Zustand besitzen, und 

eine an jeweils eine S teuerelektrode (30, 34 bis 42) 
der Ubertragungsgatter (12 bis 22) angekoppelte und 
sowohl vom Betatigungssignal (Al, A2) und einem vorge- 
gebenen Digitalcode angesteuerte Logikschaltung zur 
gleichzeitigen Einschaltung mehrerer Obercragungsgat- 
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ter . wobei der Digitalcode so fasrgalegt ist. daS « 
aine an die Impedant der Obertragungsleitung (44, an- 
gepaSte Impedanz fur dia spannungsguelle erzeugt. 

Tastgerat nach Anspruch 1. dadurch gek.nnzeichnet da* 

ai a LgiKscnaltung ain UND-Gatterf eld 

dia UND-Gatter Jewells ainan an aina entsprechende 

Steuerele*trode (30. 32 bis 42) geKoppelten ^usgang 

un d ieweils das Betatigungssignal (Al. A2, und am Bxt 

Ts Lgiralan Codas (CI bis C6> aurnehrcende Eingange 

besitzen. 

Tastgerat nach Anspruch 1. dadurch geKennzeichne^ da, 
d ia Nenn-Impedanzen dar Obertragungsgatter (12 brs 22, 

gl aicn R , 2R bzw. 2 n R sin,. v,orin n dre Ge 

anzahl dar Obartragungsgattar (12 bis 22, mrnus E.ns 



ist . 



Testgerat nach A.spruch 1, dadurch 'J n f 
die Spannungsguelle eine Hochspannungs^ueU d 
.iederspannungsguelle enthalt und daS dxe.er Half*. 
(12 bis 16) der Obertragungsgatter zwisr -n die Hoch 
spannungsguelle und die Obertragungslei^g (44) -d . 
die zweite Halfte (18 bis 22) der Obertragungsga.ter 
zwischen die Niederspannungsquelle und die Ubertra- 
gungsleitung (44) geschaltet ist. 

Testgerat nach Anspruch 1 oder 4. dadurch gelcennze ich- 

net daS die Obertragungsgatter jeweils durch exn Paar 
von' parallelgeschalteten CMOS-Feldef f ekttransistoren 
entgegengesetzten Leitungstyps gebildet sind, deren 
Source (24) mit der spannungsguelle und deren Drain 

(26) mit der Obertragungsleitung (44) verbunden sxnd. 
und daS das Steuersignal (Al. A2) sowie ein invertxer- 

tes steuersignal von der Logikschaitung auf aie 

Steuergates (28) des .eweiligen Paars von CMOS-Feldef- 

fe'Kttransistoren gekoppelt sind. 
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Testgerat nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daft 
die Logikschaltung ein UND-Gatterf eld mit einem ersten 
und einem zweiten Teil umfaSt, da£ die UND-Gatter des 
ersten Teils jeweils mit einem Ausgang an eine ent- 
sprechende Steuerelektrode (30; 34, 36) der ersten 
Halfte (12 bis 16) der Obertragungsgatter gekoppelt 
sind, das Eingangssignale fur die UND-Gatter des 
ersten Teils ein erstes Bit (Al) des Betatigungssig- 
nals zur Auswahl der Hochspannungsquelle und ein Bit 
des Digitalcodes (CI bis C3) umfassen und daS die UND- 
Gatter des zweiten Teils mit ihrem Ausgang jeweils an 
eine entsprechende Steuerelektrode (38 bis 42) der 
zweiten Halfte (18 bis 22) der Obertragungsgatter ge- 
koppelt sind und Eingangssignale fur die UND-Gatter 
des zweiten Teils ein zweites Bit (A2) des Betati- 
gungssignals und ein Bit des Digitalcodes (C4 bis C6) 
umfassen. 

Testgerat nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, da£ 
die Nenn-Impedanzen fur jede Halfte der Obertragungs- 
gatter (12 bis 22) gleich R, 2R bzw. 2 n R sind, 

worin n die Gesamtzahl der Obertragungsgatter (12 bis 
22) pro Halfte minus Eins ist. 
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